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Einfach-Stichprobenanweisung:

Losumfang Stichproben- # fehlerhafter Geräte

umfang Annahme Zurückweisung

bis 1200 50 1 2

1201 bis 3200 80 3 4

3201 bis 10000 125 5 6

10001 bis 35000 200 10 11

⇒ Vergleich mit neuer MessEV:

Welche statist. Eigenschaften?
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Eigenschaften

I Testzeitpunkt unsicher (nur Eich-/Prüfjahrgänge bekannt)
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I Wahl der Eichverlängerungsfrist: ⇑ = Stichprobengröÿe ⇑
⇒ halbe & ganze Eichfrist gewünscht ( t1

2
bzw. t1)

I lineares Modell =̂ Standardüberlebensmodell
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einfach ! & Daten widerlegen Modell nicht

⇒ Klauenberg, K. and Elster, C. (2016). Sampling for assurance of future reliability.
Submitted. Draft available (genereller Ansatz in reliability demo, �35 = Beispiel)
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Einleitung

Stichprobenverfahren

Beispiel

Alternativen

Zusammenfassung

Alternativen

E�zientere Stichprobenpläne unter Einhaltung von � 35:

Kürzere Eichverlängerungsfrist (bis zu LQ=5%)

Mehr Wissen über Alter & Vorhersagezeitraum
I Einschränkungen ⇑ (Quartals- statt Kalenderjahr-genau):

insb. bei Alter ⇓, Vorhersage ⇑: 1 LQ Spalte →

I Tag-genaues Wissen (Software): ähnlich e�zient je nach Los

Software-basierte Verfahren
I LQ genau: bis zu 1 Spalte →
I Losgröÿe genau

I Vorwissen ab 2. Prüfung: Forschung nötig

I sequent. Verfahren (wie Doppelstichprobenpläne,
z.B. 4 Eichjahrgänge wie oben, ...)

I Variablen-Prüfung: Modell über Entw. der
Messabweichung (Forschung & Daten) nötig
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Zusammenfassung

Stichprobenplan

I bisheriges Verfahren: nicht geeignet für neue MessEV

I Rückführung auf bisheriges Verfahren: [Klauenberg and Elster, 2016]

einfach umzusetzen, Eigenschaften untersucht
Stichprobenpläne für � 35 erstellt, Tab.-basiert

I Publikation eingereicht (April 2016)

I schärfer da doppelte Verschärfung der MessEV:
1. 95% fehlerfrei (bisher 92%)
2. bis nächsten Test (bisher Prüfzeitpkt.)

I e�zientere Verfahren möglich: Software & Forschung

Alternativen für Teilbereiche

Sampling for assurance of future reliability

Katy Klauenberg and Clemens Elster

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin, Germany

E-mail: Katy.Klauenberg@Ptb.de

Abstract. Ensuring measurement trueness, compliance with regulations and

conformity with standards are key tasks in metrology which are often considered

at the time of inspection. Current practice usually does not verify quality after or

between inspections, calibrations, laboratory comparisons, conformity assessments,

etc. Statistical models describing the behavior over time may assure reliability, i.e.

they may give the probability of functioning, compliance or survival until some future

point in time.

It may not always be possible or economic to inspect a whole population of

measuring devices or other units. Selecting a subset of the population according to

statistical sampling plans and inspecting only these, allows to conclude on the quality

of the whole population with a certain confidence.

Combining these issues of sampling and aging, raises questions such as ‘How many

devices need to be inspected, and at least how many of them must conform, such

that one knows with a specified confidence, that at least 100p% of the population will

comply until the next inspection?’ This research is to raise awareness and offer a simple

answer for such time- and sample-based quality statements in metrology and beyond.

Methods from reliability demonstration, such as the prevailing Weibull binomial

model, quantify the confidence in future reliability on the basis of a sample. We adapt

the binomial model to be applicable to sampling without replacement and simplify the

Weibull model such that sampling plans may be determined on the basis of existing ISO

standards. No additional information and no software is needed. Yet, the consumer is

protected against future failure.

We establish new sampling plans for utility meter surveillance, which are required

by a recent modification of German law. These sampling plans are given in similar

tables as the previous ones and demonstrate their suitability for everyday use.

PACS numbers:

To be Submitted to: Metrologia , 6 April 2016

Keywords : reliability, conformance, sampling, utility meter, Weibull, binomial,

hypergeometric, ISO 2859-2, legal verification
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Stichprobenverfahren � In Zukunft

Eigenschaften

I Testzeitpunkt unsicher

(nur Eich-/Prüfjahrgänge bekannt oder zus.gefasst)

⇒ Stichprobengröÿe oder Anforderungen ⇑

I Inbetriebnahme: nicht alle Geräte funkt.

⇒ gesetzl. Anforderung (über)erfüllt

I keine Aussage über % funkt. Geräte bis 1. Prüfung

⇒ Wahl der Eichfrist (�34)
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